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A partir de la aceptacion del proyecto por
parte del CUDI, se lograron implementar las
siguientes tareas:

- Comunicacion directa entre los investigadores del IFUNAM y del
IMP mediante métodos de internet involucrando video y sonido.

- Sistema de control y observacion directa de condiciones del
microscopio electronico JEOL 2010 FEG mediante un sistema
remoto de control.

- Sistema de patrticipacion paralela de los microscopios de
transmision del IFUNAM y el de fuerza atomica del IMP.

- Sistema de participacion de datos inmediatos entre el microscopio
de transmision y el sistema de reconocimiento de patrones
desarrollado por el grupo.

- Conjuncién de las diversas técnicas analiticas con los métodos de
simulacion molecular clasica y cuantica para la determinacion
estructural y de propiedades de los materiales desarrollados.



« Asociado a estas tareas directamente dependientes del
uso del Internet2, se efectuaron actividades en la
sintesis de materiales nanoestructurados de una
dimension, logrando resultados importantes en metales
(Au, Ag y Zn), semiconductores (CdSe, CdS, ZnSy
CulnTe) ademas de calcogenuros con propiedades
cataliticas (MoS2 y MoS2+C).

* Los resultados tecnicos sobre los materiales obtenidos y
sus aplicaciones seran discutidos también, mostrando
Importantes avances en este ambito, lo que ha
representado diversos trabajos publicados y
presentados en revistas y congresos internacionales
respectivamente.
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b ' sideband
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a) Off-axis electron hologram showing chain of magnetite nanocrystals;
b) Fourier transform of (a) indicating sideband used in phase

reconstruction; c) Reconstructed phase image; d) Reconstructed
amplitude image



The interference fringes across the gold particles
significant fringe bending, while the fringes across
the amorphous carbon foil are weakly modulated.
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Silica nanoporosa con un diametro promedio de poro
de 3nm y particulas de Pt de 1 a 2 nm de tamarno.
Imagen de High angle annular dark field o z-contrast
STEM



Imagen por contraste Z de nanoparticulas cristalinas en asfaltenos




Analisis de materiales
unidimensionales para
aplicaciones en nanotecnologia
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El tamano si importa

..y la habilidad para
usarlo tambien...
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ﬁ Structure analysis
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Comparison between experiment and simulation
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CdS Nanorods
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CdS Nanorods
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J. A. Ascencio, P. Santiago, L. Rendon and U. Pal. Structural basis for homogenous CdS nanorods:
Synthesis and HREM characterization. Enviado a J. of Nanostructured Materials.



ZnS Nanorods
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S.Velumani and J.A.Ascencio, Format%’n of ZnS nanorods by simple evaporation te)chnique, enviado a
Applied Physics A.
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S.Velumani and J.A.Ascencio, Formation of ZnS nanorods by simple evaporation technique, enviado a
Applied Physics A.












B T T TR

i













Publicaciones asociadas al
proyecto y las tareas citadas
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« Cabe senalar que en comparacion con esfuerzos
precedentes a la implementacion de estos métodos de
analisis remoto, se multiplico en tres veces la
productividad del grupo y se alcanzaron metas de
colaboracion y discusion de ideas no contempladas con
anterioridad. Sin duda la eficiencia del grupo se
incremento en forma significativa, pero también se
redujeron de amplia forma las habilidades informaticas
de los participantes y se abrieron opciones para
estudiantes que ahora se integran a la participacion en
ambas instituciones participantes y en otras foraneas,
donde se plantea implementar estos mecanismos de
colaboracion y ya existen los primeros avances como es
el caso del Instituto de Fisica de la BUAP en Puebla y el
Instituto de Investigaciones Metalurgicas de la UMSNH
en Morelia.
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